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Приложение А 

 

Перечень научного оборудования, закрепленного за                                                  

ЦКП-ИАСЦ ГИРЕДМЕТА 

 

1 Просвечивающий электронный микроскоп 200СХ, JEOL, Япония, 1998. 

2 Сканирующий электронный микроскоп SEM-515, Phillips, Голландия, 

1999. 

3 Установка измерения сопротивления растекания  ASR-100C, SSM, 

США, 1996. 

4 Оптические микроскопы Polivar-Met и MeF3, Reichert-Jung, Австрия, 

1996. 

5 Универсальный исследовательский микроскоп Olympus BX51M, 

Olympus, Япония 2008. 

6 Стереомикроскоп  Olympus B061, Olympus, Япония, 2007. 

7 Рентгеновские топографические камеры, Rigaku Denki, Япония, 1986. 

8 Рентгеновский дифрактометр  ДРОН-2, НПО "Буревестник, Россия, 

1995. 

9 Установка для механических испытаний монокристаллов и пластин 

кремния в режиме статического нагружения, ОМЗ Гиредмета, Россия, 1985. 

10 Автоматизированный микротвердомер  "Miniload-2", Lietz, Германия, 

1986. 

11 Рентгеновский микроанализатор состава Камебакс-Микробим, 

Cameca,  Франция, 1996. 

12 Фотоэлектронный и Оже-спектрометр  Эсхалаб МК-II, VG,  Англия, 

1996. 

13 Оптический Фурье- спектрометр, Brucker, Германия, 2000. 

14 Атомно-силовой и туннельный микроскоп АСМ, ИТЭФ, Россия, 2004. 

15 Рамановский спектрометр  Т 64000 HORIBA, Jobin Yvon, Франция, 

2007. 

16 Установка  Jetlab II, MicroFab Technologies Inc., США, 2007. 
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17 Инвертированный моторизованный флуоресцентный микроскоп ис-

следовательского класса Olympus IX81, Olympus, Япония, 2009. 

18 Установка искрового плазменного спекания DR.SINTER Lab Model 

SPS-511S, SPS Syntex Inc., Япония, 2009. 

19 Рентгеновский фотоэлектронный спектрометр с построением изобра-

жения для фундаментальных и прикладных исследований полупроводниковых 

материалов Axis UltraDLD, Kratos Analytical Limited, Великобритания, 2008. 

20 Рентгенофлуоресцентный спектрометр с разрешением по длине волны  

ARL Optim’X, Applied Research Laboratories, Швейцария, 2006. 

21 Анализатор энергодисперсионный рентгенофлуоресцентный  Innov-X 

- X-50, Innov-X Systems Inc.,  США, 2008. 

22 Портативный рентгенофлуоресцентный анализатор α-Series, Innov-X 

Systems Inc., США, 2008. 

23 Масс-спектрометр искровой  JMS 01B2, JEOL, Япония, 1998. 

24 Микроденситометр автоматический  MDM-6, Oxford Instruments, Ан-

глия, 1982. 

25 Масс-спектрометр высокого разрешения с ионизацией в тлеющем 

разряде Finnigan Element GD, Thermo Electron Corp.,  США, 2008. 

26 Масс-спектрометр с индуктивно связанной плазмой XSeries 2, Thermo 

Scientific, США, 2011. 

27 Плазменный спектрометр  JY 38, Jobin Yvon, Франция, 1978. 

28 Спектрометр с индуктивно связанной плазмой, атомно-эмиссионный 

iCAP 6300 Radial View. MFC., Thermo Electron Corp.,  США, 2007. 

29 Атомно-абсорбционный спектрометр высокого разрешения с источ-

ником сплошного спектра ContrAA 600, Analytikjena,  Германия, 2013. 

30 Двухлучевой атомно-абсорбционный спектрофотометр GBC Sens 

Dual, GBS, Австралия, 2006. 

31 Атомно-абсорбционный спектрофотометр  Z 3030, Perkin Elmer, 

США, 1996. 

32 Малогабаритный многоканальный спектрометр «Колибри-2», ООО 

«ВМК-Оптоэлектроника», Россия, 2011. 
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33 Дуговой спектрометр с многоканальным анализатором эмиссионных 

спектров ДФС-МАЭС, ЛОМО – ВМК-Оптоэлектроника, Россия, 2004. 

34 Многоканальный спектрометр высокого разрешения «Гранд», ООО 

«ВМК-Оптоэлектроника», Россия, 2013. 

35 Анализатор азота, кислорода и водорода LECO ONH 836, LECO, 

США, 2012. 

36 Анализатор серы и углерода LECO CS 844, LECO, США, 2013. 
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